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Leica TCS SPE

e Wspaniate obrazowanie

e tatwe do osiggniecia

e  Wiarygodnosé

e Doskonatos¢ na ktérg mozesz sobie pozwoli¢

Nowy mikroskop konfokalnych wysokich rozdzielczosci z detektorami spektralnymi Leica TCS SPE jest
zintegrowanym systemem do badan w naukach przyrodniczych. Wiarygodny partner dostarczajgcy
wspaniatych rezultatéw bez problemdw z obstuga.




NounswN

Mikroskop badawczy

a. DM2500 CsQ

b. DMI4000 CSQ

c. DM5500 CsQ

Skaner mikroskopowy

Zasilacz systemu z 3-4 laserami
Stolik Super Z-galvo

Zasilacz mikroskopu

Port kamery

Cyfrowa kamera

Oswietlacz fluorescencyjny EL6000
Kontroler ruchdw stolika

. Stolik komputerowy

. Anty-wibracyjny stolik mikroskopowy
. Mysz komputerowa

. Klawiatura

. Monitor

. Komputer

. Panel kontrolny



Specyfikacja Leica TCS SPE

Gtowica
skanujaca

Skaner

Rozdzielczos¢

Detekcja spektralna

Detektor

Przystona pinhole

Dzielnik wigzki

Powiekszenie (zoom)

Tryby skanowania

Pole widzenia
Predkos¢

Metoda

Kanaty konfokalne
Skaner
Skan sekwencyjny
Kanaty

Zakres (min-max)
Formaty skanu
Gtebia jasnosci

Detekcja spektralna

Typ

Rozdzielczos¢ spektralna
Zakres

Detektor

Typ detektora
Podtaczenie detektora
Oswietlenie

Typ przystony

Rozmiar (min-max)
Dopasowanie przystony
Kontrola

Typ

Dtugosci fali dzielnika (nm)
(system z laserem 532 nm)
Dtugosci fali dzielnika (nm)
(system z laserem 561 nm)
Dzielnik ND dla TLD/A
Zmiana dzielnika wigzki

Typ powiekszenia
Zakres powiekszenia
Skok powiekszenia

2D
3D

FOV — ang. Field of View
Tryb skanowania

Predkosc¢ skanowania linii
max. predkosc 128 pikseli
max. predkosc 512 pikseli
max. predkosc 2048 pikseli

Punktowa, prawdziwie konfokalna

1
Galvo (x,y)
Tak
1 -8, sekwencyjnie

128 — 2048 (pikseli)
128, 256, 512, 1028, 2048 (pikseli)
8 lub 12 bit (przetgczane)

Tak
Ptynne zmianienie
5nm
430-750 nm

1
Wysokiej czutosci PMT
Bezposrednie
Laserem

Zmotoryzowana, zmienna
35-600 um
0-100 %
Automatycznie przez GUI

Woysokiej klasy zwierciadta dichroiczne
405/488/633
405/532
405/488/561/635
488/561
30/70 (%)
Automatyczna

Ptynne zmienianie
1x —58x
0,1

xt
Xyz; xzy
Czas: xyt; xzt

Dtugos¢ fali: xyA; xzA

Czas i 3D: xyzt; xzyt
Czas i dt. fali: xyAt; xzAt

Dt. falii 3D: xyAz

Czas, dt. falii 3D: xyzAt

15,5 (mm)
W jedna lub w dwie strony
[Hz] 400, 600, 800, w obie: 1200, 1600
6.1 (ramek/sek)
2.2 (ramek/sek)
0.8 (ramek/sek)



Jednostka
zasilajaca

Ruch w osi
Z

Port dla
kamery
cyfrowej

Typ
mikroskopu

Oprogramo-
wanie

Otoczenie

Laser

Komputer

Interfejs

Monitor

Zasilanie

Eksportowanie
Mozliwe moduty

Parametry

Typ lasera

Liczba laserow

Linie wzbudzania
Regulacja wzbudzenia
Kontrola regulacji
wzbudzenia

Zakres regulacji
Zewnetrzny PC
Procesor

Pamiec

Rozmiar dysku HD
System operacyjny
usB

FireWire

Ethernet

Serial

Mysz optyczna
Klawiatura
Rozdzielczo$¢ grafiki
Monitor

Integracja zasilania
Typ

Zakres napiecia
Ostros¢ w osi Z
Rozdzielczos¢ w osi Z
Inne urzadzenie do
poruszania w osi Z
Leica DFC360 FX, kamera
cyfrowa

Leica DFC310 FX, kamera
cyfrowa

Leica Roper CoolSNAP
HQ2, kamera

Leica Hamamatsu 9100-
02, kamera

Prosty

Odwrdcony

Formaty

LAS AF SPE Live Data
Mode

LAS AF SPE Colocalization
LAS AF SPE Deconvolution
LAS AF SPE 3D
Visualization

LAS AF SPE Dye Finder
LAS AF SPE Core Review
Software

LAS AF SPE Camera
Advanced

LAS AF SPE FRAP

LAS AF High Cont.
Screening Autom.
Wilgotnos¢

Temperatura pracy
Gwarantowana stabilnos¢

Na ciele statym (dioda)
max. 4
405, 488, 532, 561, 635
AOTF, bezposrednia modulacja
Automatyczny

[%] 0— 100
Tak
Intel Core i7
[GB] 4
[GB] 500
Windows 7
8
4(2x 13944, 3x 1394b)
1
0
Optyczna
tak
1280 x 1024, 2560 x 1600 (opcja)
1x 19", 2x 19" (opcja), 30" (opcja)
Tak
Automatyczny wybor
111-240V
Stolik galwanometryczny
10 nm
Sterownik mikroskopu DM5500

Tak

Tak

Tak

Tak
DM2500 CSQ
DM5500 CSQ
DMI4000 CSQ

LIF, TIFF, AVI, JPEG, MOV

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak
Tak

10-80%
18 -30°C
23°C+/-2°C



Opis 0golny systemu Leica TCS SPE

Systemy konfokalne

Jednostka skanujaca
‘ Lasery diodowe Glowica Akcesoria do skanowania | |Akcesorla
| R SS 18 mW 635 nm skanujaca Szybki ruch w osi Z Widadka Super? | | Sprzetdo
- Galvo
[ ¥ SS20mWs61nm Stolik Z-gelvo dia SPE |
‘ [] 6 $S10mWwW532nm | % | | EL 6000
—— pu
‘ B: S 10 mW 488nm I o = 1] | 'O
3] V: $525mW 405 nm Zasilacz 1 | o ]
| - |
o]
— —
| RYBV ﬁ © | |
(13) Ilysz |
| Lasery diodowe  AOTF -\g Klgwiatura |
| =5)

Mikroskopy konfokalne

I

DMI 4000 CSQ VIS

Dodatkowe opcje:

Detekcja swiatla przechodzacego

. | 156605100
'J)'D TLO dla DM
] C =

TLD dla DMI

Optyczne dopasowanie DIC dla mikroskopow
(3)== 155931251 DIC dla DM 2500 €500
—~,
(4)== 15531551 DIC dla DM 5500 €50
(5= 155883851 pic dla M1 4000 €50
Dopasowanie pryzmatdw DIC dla obiektywow
f1a
(8= 155383152 ppy35000
155932 150 DIV
155934 150 OMI
Podstawowsy uklad pryzmatéw
p YIS dla:

™
9T 155932154 ppyp50q
155832 152 DM

155934 155 OMI

Podstawowy uklad pryzmatdw dla:

Zmotoryzowany stolik xy

=

15 6605 200

Uktad DM-Basic 3-Plate Stage

15 6605 202

Uaktualnienie uktadu Di-Basic 3-PIl. St

(7)o 156605 201
[Uklad Dhl-Basic 3-Plate Stage

15 6650 203
Laktualnienie uldadu DiMI-Basic 3-FI1. St

Cyfrowe kamery

—
Cr_1—_7
= 156605303

Leica DFC360 FX Digital Camera Kit SPE
== 15 6605 304

Leica DFC310 FX Digital Camera Kit SPE
== 15 6605 305

Roper CoolSNAP HQO2 Camera Kit SPE

=== 15 6605 306
Hamamatsu 9100-02 Camera Kit SPE

Wkladka do stolika SuperZ Galvo

15 6604 410
Whiadka dla Super?,
obrotowa

B © ®

155935 411
Widadka dia SuperZ,
uniwersana

15 6604 412
Whiadka dla SuperZ,

(@
podstawiowa (dokaczona

®
do systemu)

Wkladki na plytki

156604 420 \Wldladka:-Microtiter Plate

156604 421 Widadka - _Willco Dish 35 mm

156604 422 Wiladka - _Willco Dish 50 mm
Wiladka :-MatTek Dish 35 mm

156604 423
15 6604 424 -Petri dishes 36 mm

15 6604 425

Witadla

Whtadka . porri gishes 39mm




mikroskopowe

fluorescencji

N

Systemy konfokalne RGEV/RYBV —

Systemy konfokalne RGB/RYB —(15)

1566 01202 Leica TCS SPE w. DM2500 RGB
1566 01502 Leica TCS SPE w. DM35500 RGB
1566 01402 Leica TCS SPE w. DMI4000 RGB

1566 01203 Leica TCS SPE w. DM2500 RYB
1566 01503 Leica TCS SPE w. DM5500 RYB
1566 01403 Leica TCS SPE w. DMI4000 RYB

)

1566 01220 Leica TCS SPE w. DM2500 RGBY
1566 01520 Leica TCS SPE w. DM5500 RGBY
1566 01420 Leica TCS SPE w. DMI4000 RGBY

1566 01221 Leica TCS SPE w. DM2500 RYBYV
1566 01521 Leica TCS SPE w. DM5500 RYBV
1566 01421 Leica TCS SPE w. DMI4000 RYBY

Konfakalne mikroskopy wszystkich typdw
razem z mikroskopowymi akcesoriami

1566 01230 Leica TCS SPE DM2500 Confocal Prep.
1566 01530 Leica TCS SPE DM5500 Confocal Prep.
1566 01430 Leica TCS SPE DMI4000 Confocal Prep.

Konfokalne jednostki skanujace

1566 01702 Leica TCS SPE Scanning Unit RGB ]-jﬁ,'
1566 01703 Leica TCS SPE Scanning Unit RYB .
1566 01720 Leica TCS SPE Scanning Unit RGBV T(]_?,‘
1566 01 721 Leica TCS SPE Scanning Unit RYBY

Obiektywy HC dla systemdéw RGB/RGBY

®

Obiektywy ACS dla systeméw RGBV/RYBY

@

— 155935200 ——(18)
Basic Objective Set HC 10x,40x,63

= 15506285

HC PL APO 10%/0.40 CS

15506326

HC PL APO 20%/0.70 Imm/Carr CS
15506251

HCX PL APO 40x/1.25 0il CS
= 15506188

1
HCX PL APO 83x/1.40 Qil CS

15506279
HCX PL APO 63x/1.20 W Corr CS

15506194
HCX PL AP0 63x/1.30 Glyc Corr CS 21

— 155935210 =—(12)
Basic ACS Objective Set 10x,40x,63x

= 15507902
ACS APO 10%/0.30 Dry CS

15507904
ACS APO 20x/0,60 Imm CS

= 15507901
ACS APO 40x/1.15 0il CS

e 15507900
ACS APO 63x/1.30 0il CS

Kontrola srodowiska

15 6605 602

oo

15 6605 600
TCS SPE COzkontro\er

15 6605 400

Komora $rodowiskowa dla DMI 4000 C5Q
razem z jednostka grzejng i kontrolerem temp.

Uniwersalna pokrywa na gaz dla SuperZ

Opcje sprzetowe
ot
(1) 156605711
15 6605 702

15 6605 703
110V/230V

Razem z
pokryvwg dla SuperZ

kontrolerem CO2 Stotly
nawil zaczem

(17)== 15 5934 190

(12)= 15 6606 190

(10—

Stél na komputer

LI e

Panel kentrolny TCS SPE

Drugi 19" monitor dla

Monitor Eize 30" wys. jakos¢

Stoly dla mikroskopow prostych
i edwrdconych, pasywne

Oprogramowanie LAS AF - obserwacje z TCS SPE
HCS A High Content Screening Automation

GD_Lei:a HCS A dla TCS SPE II,

zobacz produkty LAS AF
matrix

Oprogramowanie LAS AF - obrazowanie TCS SPE
n
(1€ g 156602202
LAS AF SPE Live Data Mode

== 16 6022 203
LAS AF SPE Co-Localisation

e 15 6602 204
LAS AF SPE Deconvolution

15 6602 205
LAS AF SPE 3D Visualisation

15 6602 208
LAS AF SPE Dye Finder

e 15 6602 211
LAS AF SPE Camera Advanced

= 15 6602 215
LAS AF SPE FRAP




Wymagania pomieszczenia

Zasilanie Integracja Tak
zasilania Automatyczne
Typ \Y wybieranie
Zakres napiecia VA 100-240
Zuzycie pradu Nr 800
Niezalezne linie Hz 1
Czestotliwos¢ A 50/60
Bezpieczniki: 10
Promieniowanie widzialne: standardowe
_LABER A BTION ' | Parametry Wilgotnos¢ :Aa 10-80
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM otoczenia Temp. pracy C 18-30
ELASK I8 LM PACLCY Gwarantowana 23°C+/-2°C
[EC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001 Sta bIInOS’(’:
Ciezari Jednostka kg 75
obcigzenie konfokalna (max)
Mikroskop (max) kg 45
System kg 120
Obcigzenie kg/cm® 150

statyczne podtogi

1450 mm

1300 mm

720 mm
700 mm 2200 mm

1400 mm I
100 mm 740mm I‘J — _ 7
- 1300 mm
720 mm
900 mm 2400 mm
L
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